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Реферат:
1. Вперше вирішено проблему незалежного визначення товщини і показника заломлення прозорих
ультратонких плівкових структур в умовах низького оптичного контрасту на поверхні плівка-підкладка.
Запропоновано оригінальний метод вимірювань і розв'язування оберненої задачі еліпсометрії для системи
"ультратонка прозора плівка - прозора підкладка" в діапазоні товщини 1,0-20,0 нм. Вперше показано, що
методика розрахунку середньоквадратичної похибки дозволяє об'єднати аналіз чутливості еліпсометричних
вимірювань із кореляційним аналізом при одночасному визначенні трьох параметрів ультратонкої
поглинаючої плівки. Проведено апробацію запропонованих методик.

2. The main result is solving the problem of independent determination of the thickness and the refractive index of
transparent ultra-thin film structures under conditions of low optical contrast on the film-substrate surface.
Original methods for the measurements and the solution of the inverse ellipsometry problem are suggested for the



system "ultra-thin transparent film - transparent substrate" in the thickness range 1.0-20.0 nm. It is shown that
the method elaborated by us for calculating standard error allows one to combine the sensitivity analysis for the
ellipsometry measurements with the correlation analysis whenever the three parameters of ultrathin absorbing
films are determined. All proposed methods were approbated.
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